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Equipo en prueba - Ajustes del dispositivo

Subestacion/Bahia:

Subestacion: PAN DE AZUCAR 220kV Direccioén de subestacion: COQUIMBO
Babhia: J18 Direccioén de bahia:
Dispositivo:
Nombre/descripcion: 50BF_J8 Fabricante: SIEMENS
Tipo de dispositivo: 7VK87 Direccion del dispositivo:  P1D8321
No de serie: 7VK87-DAAA-AAD-0AAAAD-
AC0111-12111B-BAA000O-
000AA0-CH1BA1-CGO
Info adicional 1: 50BF_PANO J8
Info adicional 2:
Hardware
Equipo en prueba
Tipo No de serie
CMC356 MC355V
Comprobacion del hardware
Realizado en Resultado Detalles
04-04-2019 10:32:43 | Correcta
ffffffffffffffffffffffff Group:1. Verificacion Medida Fase L1
1.1 Inyeccion 25% de Inominal:
Moédulo de prueba
Nombre: OMICRON QuickCMC Version: 4.00
Comienzo: 04-abr.-2019 10:37:39 Fin: 04-abr.-2019 10:38:40
Nombre de usuario: Administrador:
Compaiiia:

Resultados de la prueba

Titulo: Verificacion de Medida al 25% Fase A

Calculo de falta:

Modo de entrada en tabla

Parametros (Todos los valores son primarios)

Directo IL1 | 500,0 A | 0,00 ° | 50,000 Hz
IL2 | 0,000 A | -120,00 ° | 50,000 Hz
IL3 | 0,000 A | 120,00 ° | 50,000 Hz
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Ajustes del generador

IL1

500,000A

0,00°

L2

0,000A

-120,00°

IL3

0,000A

120,00°

Entradas binarias

Pendient

Nombre Tiempo

DISP. L1_52J8
DISP. L2_52J8
DISP.L3_52J8
ENVIO DDT
DISP A 87B
Entr.bin 6
Sobrecarga

[N elNelelNeNoNol N

Resumen

1 pruebas correctas, 0 pruebas incorrectas, 0 pruebas no
evaluadas
Prueba correcta

1.2 Inyeccion 50% de Inominal:

Médulo de prueba

Nombre: OMICRON QuickCMC Version:
Comienzo: 04-abr.-2019 11:55:51 Fin:

Nombre de usuario: Administrador:
Compafia:

Resultados de la prueba

80°
&k

~
_/

100,00% correcto

4.00

04-abr.-2019 11:56:04

Titulo: Verificacion de Medida Fase A al 50%

Calculo de falta:

Modo de entrada en tabla Parametros (Todos los valores son primarios)
Directo IL1 | 1,000 KA | 0,00 °| 50,000 Hz
IL2 | 0,000 A | -120,00 ° 50,000 Hz
IL3 | 0,000 A | 120,00 ° | 50,000 Hz
Ajustes del generador
L1 1000,000A 0,00° 0°
IL2 0,000A -120,00°
IL3 0,000A 120,00°
777777777 I L1
180° 07
500,0 A90°

Entradas binarias
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Nombre Sl Tiempo

DISP. L1_52J8
DISP. L2_52J8
DISP.L3_52J8
ENVIO DDT

DISP A 87B

DISP. L1_52J8 BOB2
Sobrecarga

[N elNelelNeNoNol N

Resumen

1 pruebas correctas, 0 pruebas incorrectas, 0 pruebas no 100,00% correcto
evaluadas
Prueba correcta

1.3 Inyeccion 100% de Inominal:

Moédulo de prueba

Nombre: OMICRON QuickCMC Version: 4.00

Comienzo: 04-abr.-2019 11:56:11 Fin: 04-abr.-2019 11:56:24
Nombre de usuario: Administrador:

Compafia:

Resultados de la prueba

Titulo: Verificacion Medida Fase A al 100%

Calculo de falta:

Modo de entrada en tabla Parametros (Todos los valores son primarios)
Directo IL1 | 2,000 KA | 0,00 °| 50,000 Hz
IL2 | 0,000 A | -120,00 ° 50,000 Hz
IL3 | 0,000 A | 120,00 ° | 50,000 Hz
Ajustes del generador
L1 2000,000A 0,00° 90°
L2 0,000A -120,00°
L3 0,000A 120,00°
,,,,,,,,, I 1 %)
180° 07
1,0 A>290°

Entradas binarias

Nombre el Tiempo

DISP. L1_52J8
DISP. L2_52J8
DISP.L3_52J8
ENVIO DDT

DISP A 87B

DISP. L1_52J8 BOB2
Sobrecarga

[l elelNolNelNoNol N

Resumen

1 pruebas correctas, 0 pruebas incorrectas, 0 pruebas no 100,00% correcto
evaluadas
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Prueba correcta

2.1 Inyeccion 25% de Inominal:

Médulo de prueba

Nombre:

Comienzo:

Nombre de usuario:
Compafia:

OMICRON QuickCMC
04-abr.-2019 10:39:23

Resultados de la prueba

Version:
Fin:
Administrador:

Group end:1. Verificacion Medida Fase L1
Group:2. Verificacion Medida Fase L2

4.00

04-abr.-2019 10:41:20

Titulo: Verificacion de Medida Fase B al 25%

Calculo de falta:

Modo de entrada en tabla

Parametros (Todos los valores son primarios)

Directo

L1
L2
L3

0,000 A |
500,0 A |
0,000 A |

50,000 Hz
50,000 Hz
50,000 Hz

Ajustes del generador

IL1

0,000A

0,00°

L2

500,000A

-120,00°

IL3

0,000A

120,00°

Entradas binarias

Nombre

Pendient

Tiempo

DISP. L1_52J8
DISP. L2_52J8
DISP.L3_52J8
ENVIO DDT
DISP A 87B
Entr.bin 6
Sobrecarga

[N elNelolNeNoNolN

Resumen

1 pruebas correctas, 0 pruebas incorrectas, 0 pruebas no

evaluadas
Prueba correcta

2.2 Inyeccion 50% de Inominal:

Moédulo de prueba

Nombre:
Comienzo:

Nombre de usuario:
Compafia:

OMICRON QuickCMC

04-abr.-2019 11:56:32

Resultados de la prueba

Version:
Fin:

Administrador:
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Titulo: Verificacion de Medida Fase B al 50%

Calculo de falta:

Modo de entrada en tabla Parametros (Todos los valores son secundarios)

Directo L1 | 0,000 A | 0,00 ° | 50,000 Hz
L2 | 500,0 mA | 120,00 ° | 50,000 Hz
IL3 l 0,000 A | 120,00 ° | 50,000 Hz

Ajustes del generador

I'L1 0,000A 0,00° 0°

IL2 0,500A -120,00°

IL3 0,000A 120,00°

0°

Entradas binarias

Nombre SRl Tiempo

DISP. L1_52J8
DISP. L2_52J8
DISP.L3_52J8
ENVIO DDT

DISP A 87B

DISP. L1_52J8 BOB2
Sobrecarga

[N elNelolNeNoNol N

Resumen

1 pruebas correctas, 0 pruebas incorrectas, 0 pruebas no 100,00% correcto
evaluadas
Prueba correcta

2.3 Inyeccion 100% de Inominal:

Moédulo de prueba

Nombre: OMICRON QuickCMC Version: 4.00

Comienzo: 04-abr.-2019 11:56:49 Fin: 04-abr.-2019 11:57:05
Nombre de usuario: Administrador:

Compafia:

Resultados de la prueba

Titulo: Verificacion de Medida Fase B al 100%

Calculo de falta:

Modo de entrada en tabla Parametros (Todos los valores son primarios)

Directo L1 | 0,000 A | 0,00 ° | 50,000 Hz
IL2 | 2,000 KA | -120,00 ° | 50,000 Hz
IL3 | 0,000 A | 120,00 ° | 50,000 Hz
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Ajustes del generador

I L1 0,000A 0,00° 0°
L2 2000,000A -120,00°
L3 0,000A 120,00°
0°
Entradas binarias
Nombre ePendient Tiempo
DISP. L1_52J8 0
DISP. L2_52J8 0
DISP.L3_52J8 0
ENVIO DDT 0
DISP A 87B 0
DISP. L1_52J8 BOB2 0
Sobrecarga 0
Resumen
1 pruebas correctas, 0 pruebas incorrectas, 0 pruebas no 100,00% correcto
evaluadas
Prueba correcta
fffffffffffffffffffffffffff Group end:2. Verificacion MedidaFaseL2-------- -~~~ -~~~ -~~~ -~ - - - - - -~~~
ffffffffffffffffffffffff Group:3. Verificacion Medida Fase L3
3.1 Inyeccion 25% de Inominal:
Médulo de prueba
Nombre: OMICRON QuickCMC Version: 4.00
Comienzo: 04-abr.-2019 10:42:00 Fin: 04-abr.-2019 10:42:05
Nombre de usuario: Administrador:
Compafia:
Resultados de la prueba
Titulo: Verificacion de Medida Fase C al 25%
Calculo de falta:
Modo de entrada en tabla Parametros (Todos los valores son primarios)
Directo L1 | 0,000 A | 0,00 °| 50,000 Hz
IL2 | 0,000 A | 120,00 ° | 50,000 Hz
IL3 | 500,0 A | 120,00 ° | 50,000 Hz
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Ajustes del generador

IL1

0,000A

0,00°

L2

0,000A

-120,00°

IL3

500,000A

120,00°

Entradas binarias

Nombre

Pendient

Tiempo

DISP. L1_52J8
DISP. L2_52J8
DISP.L3_52J8
ENVIO DDT
DISP A 87B
Entr.bin 6
Sobrecarga

[N elNelelNeNoNol N

Resumen

1 pruebas correctas, 0 pruebas incorrectas, 0 pruebas no

evaluadas

Prueba correcta

3.2 Inyeccion 50% de Inominal:

Médulo de prueba

OMICRON QuickCMC
04-abr.-2019 11:57:13

Nombre:
Comienzo:

Nombre de usuario:
Compafia:

Resultados de la prueba

Version:
Fin:
Administrador:

180°

300,0

90°

100,00% correcto

4.00
04-abr.-2019 11:57:26

Titulo: Verificacion Medida Fase C al 50%

Calculo de falta:

Modo de entrada en tabla

Parametros (Todos los valores son primarios)

Directo L1 | 0,000 A | 0,00 °| 50,000 Hz
IL2 | 0,000 A | -120,00 °, 50,000 Hz
IL3 | 1,000 kA | 120,00 ° | 50,000 Hz

Ajustes del generador

IL1 0,000A 0,00°

L2 0,000A -120,00°

L3 1000,000A 120,00°

Entradas binarias
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Pendient

Nombre Tiempo

DISP. L1_52J8
DISP. L2_52J8
DISP.L3_52J8
ENVIO DDT

DISP A 87B

DISP. L1_52J8 BOB2
Sobrecarga

[N elNelelNeNoNol N

Resumen

1 pruebas correctas, 0 pruebas incorrectas, 0 pruebas no 100,00% correcto
evaluadas
Prueba correcta

3.3 Inyeccion 100% de Inominal:

Moédulo de prueba

Nombre: OMICRON QuickCMC Version: 4.00

Comienzo: 04-abr.-2019 11:57:34 Fin: 04-abr.-2019 11:57:57
Nombre de usuario: Administrador:

Compafia:

Resultados de la prueba

Titulo: Verificacion Msedida Fase C al 100%

Calculo de falta:

Modo de entrada en tabla Parametros (Todos los valores son primarios)

Directo IL1 | 0,000 A | 0,00 °| 50,000 Hz
L2 | 0,000 A | -120,00 ° 50,000 Hz
L3 | 2,000 KA | 120,00 ° | 50,000 Hz

Ajustes del generador

IL1 0,000A 0,00°

L2 0,000A -120,00°

L3 2000,000A 120,00°

Entradas binarias

Nombre el Tiempo

DISP. L1_52J8
DISP. L2_52J8
DISP.L3_52J8
ENVIO DDT

DISP A 87B

DISP. L1_52J8 BOB2
Sobrecarga

[l elelNolNelNoNol N

Resumen

1 pruebas correctas, 0 pruebas incorrectas, 0 pruebas no 100,00% correcto
evaluadas
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Prueba correcta

4.1 Inyeccion 25% de Inominal:

Médulo de prueba

Nombre: OMICRON QuickCMC Version: 4.00

Comienzo: 04-abr.-2019 10:42:17 Fin: 04-abr.-2019 10:43:17
Nombre de usuario: Administrador:

Compafia:

Resultados de la prueba

Titulo: Verificacion Medida Fases ABC al 25%

Calculo de falta:

Modo de entrada en tabla Parametros (Todos los valores son primarios)
Directo IL1 l 500,0 A | 0,00 °| 50,000 Hz
L2 | 500,0 A | 120,00 ° | 50,000 Hz
IL3 | 500,0 A | 120,00 ° | 50,000 Hz
Ajustes del generador
I'L1 500,000A 0,00°
L2 500,000A -120,00°
L3 500,000A 120,00°
I L1
0°
Entradas binarias
Nombre ePendient Tiempo
DISP. L1_52J8 0
DISP. L2_52J8 0
DISP.L3_52J8 0
ENVIO DDT 0
DISP A 87B 0
Entr.bin 6 0
Sobrecarga 0
Resumen
1 pruebas correctas, 0 pruebas incorrectas, 0 pruebas no 100,00% correcto
evaluadas
Prueba correcta
4.2 Inyeccion 50% de Inominal:
Moédulo de prueba
Nombre: OMICRON QuickCMC Version: 4.00
Comienzo: 04-abr.-2019 11:58:06 Fin: 04-abr.-2019 11:58:31
Nombre de usuario: Administrador:

Compafia:



Resultados de la prueba

Titulo: Verificacion Medida Fases ABC al 50%

Calculo de falta:

Modo de entrada en tabla Parametros (Todos los valores son primarios)
Directo IL1 | 1,000 KA | 0,00 ° | 50,000 Hz
L2 l 1,000 KA | 120,00 ° | 50,000 Hz
IL3 l 1,000 KA | 120,00 ° | 50,000 Hz
Ajustes del generador
IL1 1000,000A 0,00°
L2 1000,000A -120,00°
IL3 1000,000A 120,00°
| L1
0

Entradas binarias

Pendient

Nombre Tiempo

DISP. L1_52J8
DISP. L2_52J8
DISP.L3_52J8
ENVIO DDT

DISP A 87B

DISP. L1_52J8 BOB2
Sobrecarga

[N elelNolNelNoNol N

Resumen

1 pruebas correctas, 0 pruebas incorrectas, 0 pruebas no

evaluadas
Prueba correcta

4.3 Inyeccion 100% de Inominal:

Médulo de prueba

Nombre: OMICRON QuickCMC
Comienzo: 04-abr.-2019 11:58:39
Nombre de usuario:

Compafia:

Resultados de la prueba

Version:
Fin:

Administrador:

100,00% correcto

4.00
04-abr.-2019 11:59:26

Titulo: Verifiacion Medida Fases ABC al 100%

Calculo de falta:

Modo de entrada en tabla

Parametros (Todos los valores son primarios)

Directo 1L1 |
IL2 |
L3 |

2,000 KA |
2,000 KA |
2,000 KA |

0,00 ° | 50,000 Hz
-120,00 ° | 50,000 Hz
120,00 ° | 50,000 Hz
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Ajustes del generador

IL1

2000,000A

0,00°

L2

2000,000A

-120,00°

IL3

2000,000A

120,00°

Entradas binarias

Nombre

Pendient

Tiempo

DISP. L1_52J8
DISP. L2_52J8
DISP.L3_52J8
ENVIO DDT

DISP A 87B

DISP. L1_52J8 BOB2
Sobrecarga

OO oOocooco|o

Resumen

1 pruebas correctas, 0 pruebas incorrectas, 0 pruebas no

evaluadas

Prueba correcta

5.1 Pickup con Arranque Fase L1:

Ajustes de la pr

General

N° de estados de
rampa:

Pasos totales por
prueba:

Tiempo total por
prueba:

N° de ejecuciones de
prueba:

Modo de entrada:
Tipo de falta:

ueba

26

7,800s

Directo

Magnitudes en rampa

I L1/ Magnitud

Estados de rampa

Rampa

L1

100,00% correcto

12/ 61



L3 0,000 A
120,00 °
50,000 Hz

Forzar fases abs. No

Sei. 1 Desde 1,180 A

Sei. 1 Hasta 1,205 A

Sei. 1 Delta 1,000 mA

Seii. 1 d/dt 3,333 mA/s

ARRANQ_L1 1

ARRANQ. L2 0

ARRANQ. L3 0

ARRANQ. L1L2L3 0

dt por paso 300,0 ms

Pasos de rampa 26

Tiempo de rampa 7,800s

Trigger Bin

Légica del trigger OR

DISP. L1_52J8 1

DISP. L2_52J8 X

DISP.L3_52J8 X

ENVIO DDT X

DISP A 87B X

Paso atras No

Tiempo de retardo 100,0 ms
Rampa 1

Sefi. 1/A

1,2000
1,1975
1,1950
1,1925
1,1900
1,1875
1,1850
1,1825
1,1800

ARRANQ_L1
ARRANQ. L2
ARRANQ. L3
ARRANQ. L1L2L3

DISP. L1_52J8
DISP. L2_52J8
DISP.L3_52J8
ENVIO DDT
DISP A 87B

1,0

2,0 3,0

4,0

5,0

6,0

t/s

1,0

2,0 3,0
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Datos del cursor

Tiempo Senal Valor
Cursor 1 663,9 ms | <ninguno> n/a
Cursor 2 737,6 ms | <ninguno> n/a
C2-C1 73,70 ms n/a

Estado de la prueba:
Prueba correcta

5.2 Pickup sin Arranque Fase L1:

Ajustes de la prueba

General

N° de estados de
rampa:

Pasos totales por
prueba:

Tiempo total por

prueba:

121

36,300 s

N° de ejecuciones de 1

prueba:

Modo de entrada:
Tipo de falta:

Directo

Magnitudes en rampa

I L1/ Magnitud

Estados de rampa

Rampa Rampa 1
It 1,180 A
0,00 °
50,000 Hz
L2 0,000 A
-120,00 °
50,000 Hz
1L3 0,000 A
120,00 °
50,000 Hz
Forzar fases abs. No
Sei. 1 Desde 1,180 A
Sen. 1 Hasta 1,300 A
Seii. 1 Delta 1,000 mA
Sen. 1 d/dt 3,333 mA/s
ARRANQ_L1 0
ARRANQ. L2 0
ARRANQ. L3 0
ARRANQ. L1L2L3 0
dt por paso 300,0 ms
Pasos de rampa 121
Tiempo de rampa 36,300s
Trigger Bin
Légica del trigger OR
DISP. L1_52J8 1
DISP. L2_52J8 X
DISP.L3_52J8 X
ENVIO DDT X
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DISP A 87B X
Paso atras Si
Tiempo de retardo 100,0 ms

Rampa 1
Sef. 1/A —
1,28 —
1,27
1,26
1,25
1,24
1,23 +
1,22
1,21
1,20
1,19
1,18
L1
ARRANQ_L1
ARRANQ. L2
ARRANQ. L3
ARRANQ. L1L2L3
\ \ \ \ \ \ \
5 10 15 20 25 30 ts
DISP. L1_52J8
DISP. L2_52J8
DISP.L3_52J8
ENVIO DDT
DISP A 87B
\ \ \ \ \ \ \
5 10 15 20 25 30 ts
Datos del cursor
Tiempo Senal Valor
Cursor 1 0,000 s | <ninguno> n/a
Cursor 2 36,30 s | <ninguno> n/a
Cc2-C1 36,30 s n/a

Estado de la prueba:
Prueba correcta

6.1 Pickup con Arranque Fase L2:

Ajustes de la prueba
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General

N° de estados de
rampa:

Pasos totales por
prueba:

Tiempo total por
prueba:

1
121

36,300 s

N° de ejecuciones de 1

prueba:

Modo de entrada:
Tipo de falta:

Directo

Magnitudes en rampa

I L2 / Magnitud

Estados de rampa

Rampa Rampa 1

I 0,000 A
0,00 °
50,000 Hz

L2 1,180 A
-120,00 °
50,000 Hz

L3 0,000 A
120,00 °
50,000 Hz

Forzar fases abs. No

Seni. 1 Desde 1,180 A

Sen. 1 Hasta 1,300 A

Sei. 1 Delta 1,000 mA

Sen. 1 d/dt 3,333 mA/s

ARRANQ_L1 0

ARRANQ. L2 1

ARRANQ. L3 0

ARRANQ. L1L2L3 0

dt por paso 300,0 ms

Pasos de rampa 121

Tiempo de rampa 36,300s

Trigger Bin

Légica del trigger OR

DISP. L1_52J8 X

DISP. L2_52J8 1

DISP.L3_52J8 X

ENVIO DDT X

DISP A 87B X

Paso atras Si

Tiempo de retardo 20,00 ms
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Sefi. 1/A

1,18175 —
1,18150 —
1,18125 —
1,18100 —
1,18075 —
1,18050 —

1,18025 - 0,665 0,666 0,667 0,668

0,669 0,670
| |

0,671

0,672

0,673
|

0,674
|

0,675
|

1,18000 | | | |

ARRANQ_L1

ARRANQ. L2

ARRANQ. L3

ARRANQ. L1L2L3

\ \ \ \ \
0,665 0,666 0,667 0,668

\ \
0,669 0,670

0,671

0,672

0,673

\
0,674

\
0,675

DISP. L1_52J8

DISP. L2_52J8

DISP.L3 52J8
ENVIO DDT

DISP A 87B

\ \ \ \ \
0,665 0,666 0,667 0,668

Datos del cursor

\ \
0,669 0,670

Tiempo Senal Valor

Cursor 1 0,000 s | <ninguno>
Cursor 2 13,04 s | <ninguno>
C2-C1 13,04 s

n/a
n/a
n/a

Estado de la prueba:
Prueba correcta

6.2 Pickup sin Arranque Fase L2:

Ajustes de la prueba
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General

N° de estados de
rampa:

Pasos totales por
prueba:

Tiempo total por
prueba:

1
121

36,300 s

N° de ejecuciones de 1

prueba:

Modo de entrada:
Tipo de falta:

Directo

Magnitudes en rampa

I L2 / Magnitud

Estados de rampa

Rampa Rampa 1

I 0,000 A
0,00 °
50,000 Hz

L2 1,180 A
-120,00 °
50,000 Hz

L3 0,000 A
120,00 °
50,000 Hz

Forzar fases abs. No

Seni. 1 Desde 1,180 A

Sen. 1 Hasta 1,300 A

Sei. 1 Delta 1,000 mA

Sen. 1 d/dt 3,333 mA/s

ARRANQ_L1 0

ARRANQ. L2 0

ARRANQ. L3 0

ARRANQ. L1L2L3 0

dt por paso 300,0 ms

Pasos de rampa 121

Tiempo de rampa 36,300s

Trigger Bin

Légica del trigger OR

DISP. L1_52J8 X

DISP. L2_52J8 1

DISP.L3_52J8 X

ENVIO DDT X

DISP A 87B X

Paso atras No

Tiempo de retardo 0,000 s
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Rampa 1
Sefi. 1/A
1,28 +
1,27
1,26
1,25 +
1,24 +
1,23 +
1,22 +
1,21 +
1,20 —
1,19 +
1,18
L2
ARRANQ_L1
ARRANQ. L2
ARRANQ. L3
ARRANQ. L1L2L3
\ \ \ \ \ \ \
5 10 15 20 25 30 ts
DISP. L1_52J8
DISP. L2_52J8
DISP.L3_52J8
ENVIO DDT
DISP A 87B
\ \ \ \ \ \ \
5 10 15 20 25 30 ts
Datos del cursor
Tiempo Senal Valor
Cursor 1 0,000 s | <ninguno> n/a
Cursor 2 36,30 s | <ninguno> n/a
C2-C1 36,30 s n/a

Estado de la prueba:
Prueba correcta

7.1 Pickup con Arranque Fase L3:

Ajustes de la prueba
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General

N° de estados de
rampa:

Pasos totales por
prueba:

Tiempo total por
prueba:

1
25

7,500 s

N° de ejecuciones de 1

prueba:

Modo de entrada:
Tipo de falta:

Directo

Magnitudes en rampa

I L3 / Magnitud

Estados de rampa

Rampa Rampa 1

I 0,000 A
0,00 °
50,000 Hz

L2 0,000 A
-120,00 °
50,000 Hz

L3 1,180 A
120,00 °
50,000 Hz

Forzar fases abs. No

Seni. 1 Desde 1,180 A

Sen. 1 Hasta 1,300 A

Seii. 1 Delta 5,000 mA

Sen. 1 d/dt 16,67 mA/s

ARRANQ_L1 0

ARRANQ. L2 0

ARRANQ. L3 1

ARRANQ. L1L2L3 0

dt por paso 300,0 ms

Pasos de rampa 25

Tiempo de rampa 7,500s

Trigger Bin

Légica del trigger OR

DISP. L1_52J8 X

DISP. L2_52J8 X

DISP.L3_52J8 1

ENVIO DDT X

DISP A 87B X

DISP. L1_52J8 BOB2 | X

Paso atras Si

Tiempo de retardo 20,00 ms
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Sefi. 1/A

1,1845 -
1,1840
1,1835
1,1830
1,1825
1,1820
1,1815 +
1,1810 +
1,1805
1,1800

Rampa 1

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

t/s

ARRANQ_L1
ARRANQ. L2
ARRANQ. L3

ARRANQ. L1L2L3

DISP. L1_52J8
DISP. L2_52J8
DISP.L3_52J8
ENVIO DDT
DISP A 87B

L3

0,5

1,0

1,5

2,0

25

3,0

t/s

DISP. L1_52J8 BOB2

Datos del cursor

0,5

1,0

Tiempo

Senal

Valor

Cursor 1
Cursor 2
c2-C1

0,000 s
3,402's
3,402s

<ninguno>
<ninguno>

n/a
n/a
n/a

Estado de la prueba:
Prueba correcta

7.2 Pickup sin Arranque Fase L3:

Ajustes de la prueba
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General

N° de estados de
rampa:

Pasos totales por
prueba:

Tiempo total por
prueba:

1
121

36,300 s

N° de ejecuciones de 1

prueba:

Modo de entrada:
Tipo de falta:

Directo

Magnitudes en rampa

I L3 / Magnitud

Estados de rampa

Rampa Rampa 1

I 0,000 A
0,00 °
50,000 Hz

L2 0,000 A
-120,00 °
50,000 Hz

L3 1,180 A
120,00 °
50,000 Hz

Forzar fases abs. No

Seni. 1 Desde 1,180 A

Sen. 1 Hasta 1,300 A

Seii. 1 Delta 1,000 mA

Sen. 1 d/dt 3,333 mA/s

ARRANQ_L1 0

ARRANQ. L2 0

ARRANQ. L3 0

ARRANQ. L1L2L3 0

dt por paso 300,0 ms

Pasos de rampa 121

Tiempo de rampa 36,300s

Trigger Bin

Légica del trigger OR

DISP. L1_52J8 X

DISP. L2_52J8 X

DISP.L3_52J8 1

ENVIO DDT X

DISP A 87B X

Paso atras No

Tiempo de retardo 0,000 s
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Sefi. 1/A

Rampa 1

1,28
1,27
1,26
1,25
1,24 +
1,23
1,22
1,21
1,20
1,19
1,18
L3
ARRANQ_L1
ARRANQ. L2
ARRANQ. L3
ARRANQ. L1L2L3
\ \ \ \ \ \ \
5 10 15 20 25 30 ts
DISP. L1_52J8
DISP. L2_52J8
DISP.L3_52J8
ENVIO DDT
DISP A 87B
\ \ \ \ \ \ \
5 10 15 20 25 30 ts
Datos del cursor
Tiempo Senal Valor
Cursor 1 0,000 s | <ninguno> n/a
Cursor 2 36,30 s | <ninguno> n/a
C2-C1 36,30 s n/a

Estado de la prueba:
Prueba correcta

8.1 Pickup con Arranque Fases L123:

Ajustes de la prueba
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General

N° de estados de
rampa:

Pasos totales por
prueba:

Tiempo total por
prueba:

1
121

36,300 s

N° de ejecuciones de 1

prueba:

Modo de entrada:
Tipo de falta:

Directo

Magnitudes en rampa
I L1; L2; L3 / Magnitud

Estados de rampa

Rampa Rampa 1
It 1,180 A
0,00 °
50,000 Hz
L2 1,180 A
-120,00 °
50,000 Hz
L3 1,180 A
120,00 °
50,000 Hz
Forzar fases abs. No
Seni. 1 Desde 1,180 A
Sen. 1 Hasta 1,300 A
Seii. 1 Delta 1,000 mA
Sen. 1 d/dt 3,333 mA/s
ARRANQ_L1 0
ARRANQ. L2 0
ARRANQ. L3 0
ARRANQ. L1L2L3 1
dt por paso 300,0 ms
Pasos de rampa 121
Tiempo de rampa 36,300s
Trigger Bin
Légica del trigger AND
DISP. L1_52J8 1
DISP. L2_52J8 1
DISP.L3_52J8 1
ENVIO DDT X
DISP A 87B X
Paso atras Si
Tiempo de retardo 20,00 ms
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ARRANQ_L1
ARRANQ. L2
ARRANQ. L3
ARRANQ. L1L2L3

DISP. L1_52J8
DISP. L2_52J8
DISP.L3_52J8
ENVIO DDT
DISP A 87B

Sefi. 1/A

1,18175 —
1,18150

1,18125 —

1,18100
1,18075 —
1,18050

118025 7 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 0,78 079 0,80

1,18000 ‘

t/s

\ \
IL1;L2; L3

0,66 0,67 068 069 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80

t/s

0,66 0,67 068 069 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80

Datos del cursor

Tiempo Senal Valor
Cursor 1 0,000 s | <ninguno> n/a
Cursor 2 13,03 s | <ninguno> n/a
C2-C1 13,03 s n/a

Estado de la prueba:
Prueba correcta

8.2 Pickup sin Arranque Fases L123:

Ajustes de la prueba
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General

N° de estados de
rampa:

Pasos totales por
prueba:

Tiempo total por
prueba:

1
121

36,300 s

N° de ejecuciones de 1

prueba:

Modo de entrada:
Tipo de falta:

Directo

Magnitudes en rampa
I L1; L2; L3 / Magnitud

Estados de rampa

Rampa Rampa 1

It 1,180 A
0,00 °
50,000 Hz

L2 1,180 A
-120,00 °
50,000 Hz

L3 1,180 A
120,00 °
50,000 Hz

Forzar fases abs. No

Seni. 1 Desde 1,180 A

Sen. 1 Hasta 1,300 A

Seii. 1 Delta 1,000 mA

Sen. 1 d/dt 3,333 mA/s

ARRANQ_L1 0

ARRANQ. L2 0

ARRANQ. L3 0

ARRANQ. L1L2L3 0

dt por paso 300,0 ms

Pasos de rampa 121

Tiempo de rampa 36,300s

Trigger Bin

Légica del trigger OR

DISP. L1_52J8 1

DISP. L2_52J8 1

DISP.L3_52J8 1

ENVIO DDT X

DISP A 87B X

Paso atras No

Tiempo de retardo 0,000 s
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Rampa 1
Sefi. 1/A
1,28 +
1,27
1,26
1,25 +
1,24 +
1,23 +
1,22 +
1,21 +
1,20 —
1,19 +
1,18
IL1;L2; L3
ARRANQ_L1
ARRANQ. L2
ARRANQ. L3
ARRANQ. L1L2L3
\ \ \ \ \ \ \
5 10 15 20 25 30 ts
DISP. L1_52J8
DISP. L2_52J8
DISP.L3_52J8
ENVIO DDT
DISP A 87B
\ \ \ \ \ \ \
5 10 15 20 25 30 ts
Datos del cursor
Tiempo Senal Valor
Cursor 1 0,000 s | <ninguno> n/a
Cursor 2 36,30 s | <ninguno> n/a
C2-C1 36,30 s n/a

Estado de la prueba:
Prueba correcta

ffffffffffffffffffffffffffffffff Group end:8. Verificacion Pickup 50BF Fases L123-------- -~~~ -~~~ -~ - - - -~
ffffffffffffffffffffff Group:9. Operacion 50BF_J8 (T1)

9.1 Operacion 50BF_Fase L1 :

Ajustes de la prueba

Estado 'Pickup | ' Pickup |
1 IL1+S/Arr | Post 1 IL1+C/Arr | Post-
Prefalla | | |
,anque  Falla1 | anque ,Falla 3
: 50BF : : 50BF_L1 :
I 800,0mA' 1,300A' 0000A' 1300A' 0,000A
0,00°! 000°  000°  000°  000°
50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz
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1L2

0,000A' 0,000A' 0,000A' 0,000A' 0,000A
-120,00°! -120,00°! -120,00°! -120,00°' -120,00 °
50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz
n T T T
0,000A' 0,000A' 0,000A' 0,000A 0,000A
120,00°, 120,00°, 120,00°, 120,00°| 120,00 °
50,000 Hz , 50,000 Hz | 50,000 Hz , 50,000 Hz | 50,000 Hz

Médulo de prueba

Nombre:
Comienzo:

Nombre de usuario:

Compafia:

Version:
Fin:
Administrador:

OMICRON State Sequencer
04-abr.-2019 15:21:30

Resultados de la prueba

Evaluacion de estado

4.00
04-abr.-2019 15:21:45

R et ek
| + g g | + rr -
AUt janque F:ISI; 1 |anque F:ﬁ; 3

: 50BF : : 50BF_L1 :
Eval. + | + | + | + | +
Tolerancia 0,000s: 0,000s: 0,000s: 300,0ms: 200,0 ms
DISP. L1_52J8 o . 0 . 0 | 1 L0
[DISP. L2 5208 | o I o | o 1 o 1 o |
[DISP.L3 5208 | o . o . o . o | o |
[ENVIODDT | o . o | o 1 o 1 o |
DISPAS7TB | o . o . o . o | o |
[DISP. L1_5208 | o I o | o 1 o 1 o |
BOB2 ; ; ; ;

Eval.: + .. Correcto

CMC356 | A/IA

ARRANQ_L1
ARRANQ. L2
ARRANQ. L3
ARRANQ. L1L2L3

X .. Incorrecto o .. No evaluado

Prefalla

1,5 4

1,0

ol L
it

0.0 ‘”H”H\H‘ i ‘””HHH‘ ”‘”H‘\H‘ W‘”\HH | ‘WHHH‘

-0,5
-1,0
-1,5
-2,0

L1

L2

Post Fall®dst-Falla 3
Pickup IL1+S/ArranquiiekiF-IL1+C/Arranque 50BF_L1

|
| I I
e |

i i
B IR AN I,

L3
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DISP. L1_
DISP. L2_

DISP.L3_52J8

ENVIO

DISP A 87B
DISP. L1_52J8 BOB2

Prefalla

Post Fall®dst-Falla 3
Pickup IL1+S/Arranquii&kis-IL1+C/Arranque 50BF_L1

52J8
52J8

CT

DDT

CT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e
Registrador de sucesos
Tiempo Tipo Nombre de la seial | Pendiente
11,00 s | Salida ARRANQ_L1 0>1
11,07 s |Entrada | DISP. L1_52J8 0>1
11,07 s | Salida ARRANQ_L1 1>0
11,08 s |Entrada | DISP. L1_52J8 BOB2 | 0>1
11,17 s |Entrada | DISP. L1_52J8 1>0
11,17 s |Entrada | DISP. L1_52J8 BOB2 | 1>0
Estado de la prueba:
Prueba correcta
9.2 Operacion 50BF Fase L2:
Ajustes de la prueba
Estado i Pickup i i Pickup i
Prefalla : IL2+S/Arr : Post : IL2+C/Arr : Post-
,anque  Falla1  anque  Falla2
: 50BF : : 50BF_L2 :
I 0,000 A ; 0,000 A ; 0,000 A ; 0,000 A ; 0,000 A
0,00 °, 0,00 °, 0,00 °, 0,00 °, 0,00 °
50,000 Hz , 50,000 Hz | 50,000 Hz , 50,000 Hz | 50,000 Hz
”””””””””” e e I R
L2 800,0mA' 1,300A' 0,000A' 1,300A' 0,000A
-120,00 °| -120,00 °| -120,00 °| -120,00°, -120,00 °
50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz
”””””””””” i R R
IL3 0,000A' 0,000A' 0,000A' 0,000A' 0,000A
120,00 °, 120,00°| 120,00°, 120,00°, 120,00 °
50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz
Médulo de prueba
Nombre: OMICRON State Sequencer Version: 4.00
Comienzo: 04-abr.-2019 12:16:46 Fin: 04-abr.-2019 12:16:55
Nombre de usuario: Administrador:
Compafia:
Resultados de la prueba
Evaluaciéon de estado
i Pickup i i Pickup i
1 IL2+S/Arr | Post 1 IL2+C/Arr | Post-
R janque | Falla1 |anque | Falla2
: 50BF : : 50BF_L2 :
Eval. + | + | + | + | +
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Tolerancia 0,000 s
DISP. L1_52J8 0

0,000 s 300,0ms: 200,0 ms
0 | 0 | 0

DISP A 87B o | o | 0 | 0 | 0
Eval.: +..Correcto x..Incorrecto o .. No evaluado

Prefalla Post Falla 1 Post-Falla 2
Pickup IL2+S/Arranque 50BF Pickup IL2+C/Arranque 50BF_L2

CMC356 | A/A

1,5 4
1,0 —
0,5

0,0 i i
05 - 1,0 2,0 3/0 4,0 5/0 6|0 s
1,0 -
1,5 -

-2,0 -
1T — L2 IL3

ARRANQ_L1

ARRANQ. L2 ]
ARRANQ. L3

ARRANQ. L1L2L3

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 t/s

DISP. L1_52J8
DISP. L2_52J8

L]

DISP.L3_52J8

ENVIO DDT

DISP A 87B

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 ts

Registrador de sucesos

Tiempo | Tipo Nombre de la senal |Pendiente

6,000 s | Salida ARRANQ. L2 0>1
6,082 s | Entrada DISP. L2_52J8 0>1
6,082 s | Salida ARRANQ. L2 1>0
6,180 s | Entrada DISP. L2_52J8 1>0

Estado de la prueba:
Prueba correcta

9.3 Operacion 50BF_Fase L3:
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Ajustes de la prueba

Estado 'Pickup 'Pickup
1 IL3+S/Arr | Post 1 IL3+C/Arr | Post-
Prefalla | | | |
,anque  Falla1  anque  Falla2
 50BF | | 50BF_L3 |
X 0,000A' 0000A' 0000A' 0000A 0,000A
0,00°! 000°  000°  000°  000°
50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz
”””””””””” e e e
1L2 0,000A' 0,000A' 0,000A' 0,000A' 0,000A
-120,00 °| -120,00°, -120,00°| -120,00°; -120,00 °
50,000 Hz , 50,000 Hz | 50,000 Hz , 50,000 Hz | 50,000 Hz
”””””””””” 5 e e E
L3 800,0mA' 1,300A' 0,000A' 1,300A' 0,000A
120,00 °| 120,00°, 120,00°| 120,00°, 120,00 °
50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz

Médulo de prueba

04-abr.-2019 12:19:08

Nombre: OMICRON State Sequencer Version: 4.00
Comienzo: 04-abr.-2019 12:19:01 Fin:

Nombre de usuario: Administrador:

Compafia:

Resultados de la prueba

Evaluacion de estado

'Pickup | 'Pickup |
Prefalla | IL3+S/Arr | Post 1 IL3+C/Arr | Post-
re janque | Falla1 |anque | Falla2
' 50BF | | 50BF_L3 |
Eval. + | + | + | + | +
Tolerancia 0,000s1 0,000s: 0,000s: 300,0ms: 200,0 ms
[DISP.L1.5208 | o . o0 . o I 1 . 0o |
(DISP.L2_ 528 | o . 0o | o | o . o |
(DISP.L3 5208 | o . o | o | o i o |
[ENVIODDT | o . o0 | o | 0o . 0o |
DISP A 87B o . 0 . ©0 1 0o 1 o0
Eval.: + .. Correcto x..Incorrecto o .. No evaluado
Prefall
e Pickup IL3+S/Arranque 50BF
|
CMC356 | AIA
1,5
1’0 WE R EEEEEE
A R
0,5
I
i
= (U RRERR N R
'1,0 | L I I
1,5
2,0
IL1 L2 L3
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Post Falla 1

Post-Falla 2
Pickup IL3+C/Arranque 50BF _L3

|
0 t/s




ARRANQ_L1

ARRANQ. L2
ARRANQ. L3
ARRANQ. L1L2L3

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 ts
DISP. L1_52J8
DISP. L2_52J8
DISP.L3_52J8 J
ENVIO DDT
DISP A 87B | |
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Prefalla

Pickup IL3+S/Arranque 50BF

Post Falla 1

Post-Falla 2
Pickup IL3+C/Arranque 50BF_L3

Registrador de sucesos

Tiempo | Tipo Nombre de la senal |Pendiente
5,000 s | Salida ARRANQ. L3 0>1
5,081 s |Entrada | DISP.L3_52J8 0>1
5,081 s | Salida ARRANQ. L3 1>0
5,180 s | Entrada | DISP.L3_52J8 1>0

Estado de la prueba:
Prueba correcta

9.4 Operacion 50BF_Fase L123:
Ajustes de la prueba
Estado | | | pi |
Pickup i :_I:gfm i
IL123+S/ | Post I | Post-
AR "Arranque 'Falla 1 AITEICIE Falla 2
| | 1 50BF_L1 |
\50BF | | |
| | \23 |
L 8000mA' 1,300A' 0,000A' 1,300A' 0,000A
0,00°! 000°  000°  000° = 000°
50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz
”””””””””” e e e
L2 800,0mA' 1,300A' 0,000A' 1,300A' 0,000A
-120,00 °| -120,00 °| -120,00°| -120,00°, -120,00 °
50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz
”””””””””” e e e A
L3 800,0mA' 1,300A' 0000A' 1,300A' 0,000A
120,00 °, 120,00°| 120,00°, 120,00°, 120,00 °
50,000 Hz , 50,000 Hz | 50,000 Hz , 50,000 Hz | 50,000 Hz

Médulo de pr

Nombre:
Comienzo:

Nombre de usuario:

Compaiiia:

Resultados d

ueba
OMICRON State Sequencer Version:
04-abr.-2019 11:23:38 Fin:
Administrador:
e la prueba
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t/s

6,0

50

4,0

Evaluacion de estado

3,0
33/ 61
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Registrador de sucesos

Tiempo Tipo Nombre de la seial | Pendiente
6,000 s | Salida ARRANQ. L1L2L3 0>1
6,080 s | Entrada DISP. L1_52J8 0>1
6,080 s | Entrada DISP.L3_52J8 0>1
6,080 s | Entrada DISP. L2_52J8 0>1
6,080 s | Salida ARRANQ. L1L2L3 1>0
6,178 s | Entrada DISP. L2_52J8 1>0
6,178 s | Entrada DISP. L1_52J8 1>0
6,178 s | Entrada DISP.L3_52J8 1>0

Estado de la prueba:
Prueba correcta

9.4 Operacion 50BF _Fase L123_BOB 2:

Ajustes de la prueba

Estado | | pi |
Pickup_ IL129vc) |
1IL123+S/ | Post 1 | Post-
Prefalla Arranque
"Arranque 'Falla 1 I 'Falla 2
| | 1 50BF_L1 1
| 50BF | | |
| | | 23 |
I 800,0mA' 1,300A' 0000A' 1300A' 0,000A
0,00°! 000° 000°  000°  000°
50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz
”””””””””” e e e
L2 800,0mA' 1,300A' 0,000A' 1,300A' 0,000A
-120,00 °| -120,00°, -120,00°| -120,00°; -120,00 °
50,000 Hz , 50,000 Hz | 50,000 Hz , 50,000 Hz | 50,000 Hz
”””””””””” L e E
L3 800,0mA' 1,300A' 0,000A' 1,300A' 0,000A
120,00 °| 120,00°, 120,00°| 120,00°, 120,00 °
50,000 Hz , 50,000 Hz | 50,000 Hz , 50,000 Hz | 50,000 Hz

Médulo de prueba

Nombre: OMICRON State Sequencer Version: 4.00

Comienzo: 04-abr.-2019 15:23:13 Fin: 04-abr.-2019 15:23:27
Nombre de usuario: Administrador:

Compafia:

Resultados de la prueba

Evaluacién de estado

: Pickup : : A :
Prefalla | IL123+S/ [Post | k:r";f‘*ﬁ; 'Post-

'Arranque 'Falla1 ! U Falla 2

| | 1 50BF_L1 |

| 50BF | | |

| | | 23 |
Eval. + | + | + | + | +
Tolerancia 0,000s: 0,000s: 0,000s: 300,0ms: 200,0 ms
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[DISP.L1_5208 | ¢ o . 0 + o0 I 1 . 0 |
[DISP.L2. 5208 | ¢ o | o | o | 1 T o |
(DISP.L3 528 | o . o | o | 1 | o |
[ENVIODDT | o . 0o 1 o . o | o |
(DISPASTB | o /. 0o i o | o | o |
DISP. L1_52J8 o . o . o0 0 1 o0
B()Esz | | | |

[ DISP. L2 5208 | o o Tttt o
B()E;z | | | |

DISP. L3_52J8 o o to Tty T
BOB2 ; ; : ;

Eval.: + .. Correcto x..Incorrecto o .. No evaluado

Prefalla Post FallaPbst-Falla 2
Pickup IL12Pi&kAprdnte@+EDBFranque 50BF_L123

CMC356 | A/A

[ AR
1,5 4

4O L  H E E it T S - O SIS ST g

0,5
0,0

-0,5 t/s
=1,0 (L RRHRAACAA AR AR e R ARG

-1,5

-2,0
1T — L2 L3

ARRANQ_L1

ARRANQ. L2
ARRANQ. L3

ARRANQ. L1L2L3 [l

t/s

DISP. L1_52J8

DISP. L2_52J8

[y

DISP.L3_52J8
ENVIO DDT

DISP A 87B

DISP. L1_52J8 BOB2

DISP. L2_52J8 BOB2

CITLILCT

DISP. L3_52J8 BOB2

N
N
w
N
o
o
~
©
©
-
o
=

t/s
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Registrador de sucesos

Tiempo Tipo Nombre de la seial | Pendiente
11,00 s | Salida ARRANQ. L1L2L3 0>1
11,08 s | Entrada DISP. L2_52J8 0>1
11,08 s | Entrada DISP. L1_52J8 0>1
11,08 s | Entrada DISP.L3_52J8 0>1
11,08 s | Entrada DISP. L2_52J8 BOB2 | 0>1
11,08 s | Entrada DISP. L1_52J8 BOB2 | 0>1
11,08 s | Entrada DISP. L3_52J8 BOB2 | 0>1
11,08 s | Salida ARRANQ. L1L2L3 1>0
11,18 s | Entrada DISP. L1_52J8 1>0
11,18 s | Entrada DISP. L2_52J8 1>0
11,18 s | Entrada DISP.L3_52J8 1>0
11,18 s | Entrada DISP. L1_52J8 BOB2 | 1>0
11,18 s | Entrada DISP. L3_52J8 BOB2 | 1>0
11,18 s | Entrada DISP. L2_52J8 BOB2 | 1>0

Estado de la prueba:
Prueba correcta

fffffffffffffffffffffffffff Group:10. Operacion 50BF_J8 (T1 and T2)

Group end:9. Operacion 50BF_J8 (T1)----------

10.1 Operacion 50BF_Fase L1 :
Ajustes de la prueba
Estado ; ; ; Pickup | Pickup |
'Pickup ! [ [ |
l IL1+S/Arr l Post l IL1+ClAr l IL1+ClAm l Post-
Prefalla anque 'Falla1 ' 2naue 1 anque 'Falla 2
'50BF L1 | '50BF_L1 1 50BF_L1 |
| = | \(1) | (2) |
L1 800,0 mA ; 1,300 A ; 0,000 A ; 1,300 A ; 1,300 A ; 0,000 A
0,00°, 0,00 °, 0,00 °, 0,00 °, 0,00 °, 0,00°
50,000 Hz , 50,000 Hz | 50,000 Hz , 50,000 Hz | 50,000 Hz , 50,000 Hz
”””””””””” e s e e I
L2 0,000A' 0,000A' 0,000A' 0,000A' 0,000A' 0,000A
-120,00 °; -120,00 °| -120,00°, -120,00°| -120,00°, -120,00 °
50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz | 50,000 Hz , 50,000 Hz
”””””””””” e e e I
L3 0,000A' 0,000A' O0,000A' 0,000A' 0,000A' 0,000A
120,00 °; 120,00°| 120,00°) 120,00°, 120,00°, 120,00°
50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz

Médulo de prueba

Nombre:
Comienzo:

Nombre de usuario:

Compahia:

OMICRON State Sequencer
04-abr.-2019 15:27:47

Version:
Fin:
Administrador:

Resultados de la prueba

Evaluacion de estado

4.00
04-abr.-2019 15:28:01

\ Pickup \ | Pickup | Pickup |
IL1+S/Arr Post | ILTCIAM ILTCIAMT oy
Prefalla  anque 'Fallaq 3NQue ,anque oo,
| 5og|= L |50BF_L1 150BF_L1 |
| - | I (1) | (2) |
Eval. + | + | + | + | + | +
Tolerancia 0,000s: 0,000s: 0,000s: 300,0ms: 500,0ms: 200,0 ms
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DISP. L2_52J8 0 I 0 I 0 0 I 0 I 0
|DISP.L3 5208 | o | o | o | o | o | o |
|[ENVIODDT | o ., o | 0o | o0 | 1 1 o |
DISPASTB | o , 0 , o0 | 0 | 1 . 0 |

Eval.: +..Correcto x..Incorrecto o .. No evaluado

Pickup IL1+C/Ar
Post

nque 50BF_L1 (2)
-Falla 2

Pickup IL1+C/Arranque 50BF _L1 (1)

CMC356 | A/A

s
o
[ T I I N (Y A TR N I |
05 | “ (- “ | | “ | | “ (- | \ (- “ “ | “ |
NI AR RN R A
oo ULV b | |
| | o L | | | [
05 | f \ “‘11,\‘05“ || \‘113‘,1 || \ “‘11,\‘15 \ \11‘3,20\‘ Cl12s 11,30 1135 4o
3 | | | |
A I N N O
S| e L [ 1 B B A [ W A
s Yy
204 y y ' ' ' y
L1 L2 IL3
ARRANQ_L1 ||
ARRANQ. L2
ARRANQ. L3
ARRANQ. L1L2L3
I I I I I I I
11,05 11,10 11,15 11,20 11,25 11,30 135 4o
DISP. L1_52J8 | ; }
DISP. L2_52J8
DISP.L3_52J8
ENVIO DDT e
DISP A 87B e
I I I I I I I
11,05 11,10 11,15 11,20 11,25 11,30 11,35 4
Registrador de sucesos
Tiempo | Tipo Nombre de la senal |Pendiente
11,00 s | Salida ARRANQ_L1 0>1
11,08 s | Entrada | DISP. L1_52J8 0>1
11,23 s |Entrada | ENVIO DDT 0>1
11,23 s |Entrada | DISP A 87B 0>1
11,23 s | Salida ARRANQ_L1 1>0
11,24 s |Entrada | DISP. L1_52J8 1>0
11,33 s |Entrada | ENVIO DDT 1>0
11,33 s |Entrada | DISP A 87B 1>0

Estado de la prueba:
Prueba correcta

10.2 Operacion 50BF_Fase L2:
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Ajustes de la prueba

Estado

'Pickup !

| ‘ | Pickup | Pickup |
1 IL2+S/Arr | Post 1 IL2+C/Arr | IL2+C/Arr | Post-
Prefalla | | | | |
,anque  Falla1  anque  anque  Falla2
| 50BF_L2 | | 50BF_L2 1 50BF_L2 |
I 0,000A' 0000A' 0000A' 0000A 0000A 0,000A
0,00°! 000° 000°  000° 000°  000°
50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz
”””””””””” e s e e I
L2 800,0mA' 1,300A' 0,000A' 1,300A' 1,300A' 0,000A
-120,00 °| -120,00°; -120,00°| -120,00°, -120,00°; -120,00 °
50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz | 50,000 Hz , 50,000 Hz
”””””””””” T - - -~ -~ -~ -~ TT- -~ -~ -~ -~ -~ T - - - - - - T - - - - - —-7T -7
IL3 0,000A' 0,000A' 0,000A' 0000A' 0,000A' 0,000A
120,00 °| 120,00°| 120,00°| 120,00°, 120,00° | 120,00 °
50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz

Médulo de prueba

Nombre:
Comienzo:

Nombre de usuario:

Compafia:

OMICRON State Sequencer
04-abr.-2019 12:21:39

Version:
Fin:
Administrador:

Resultados de la prueba

Evaluacién de estado

4.00
04-abr.-2019 12:21:48

'Pickup | 'Pickup ' Pickup |
i IL2+S/Arr | Post 1 IL2+C/Arr | IL2+C/Arr | Post-
Prefalla | | | I
,anque  Falla1  anque  anque  Falla2
| 50BF_L2 | | 50BF_L2 1 50BF_L2 |
Eval. + o+ o+ + + o+
Tolerancia 0,000s: 0,000s, 0,000s: 300,0ms: 300,0ms: 200,0 ms
|DISP.L2 5208 | ¢ o . o0 i o . 1 .+ o . o0 |
|DISP.L3 5208 | o . o0 | o I o . o | o |
[ENVIODDT | o . 0 | 0 | 0o 1 1 1 0o |
DISP A 87B o , 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Eval.: +..Correcto x..Incorrecto o .. No evaluado
Prefalla Post Figkaid IL2+C/Arranque 50BF_L2
Pickup IL2+S/Arranque 50BF_L2 Pickup IL2+C/Rosinfale5DBF_L2
| | |
CMC356 | A/A
1,5 4
1,0 +
0,5
0,0 i i 1 1
05 - 1,0 2,0 3|0 4,0 50 6|0 ts
-1,0
-1,5
-2,0 -
L1 L2 L3
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ARRANQ_L1
ARRANQ. L2
ARRANQ. L3
ARRANQ. L1L2L3

DISP. L1_52J8
DISP. L2_52J8

DISP.L3_52J8

ENVIO DDT
DISP A 87B

Prefalla
Pickup IL2+S/Arranque 50BF_L2

Post Figkaid IL2+C/Arranque 50BF _L2

Pickup IL2+C/RosinBakesDBF_L2

1,0 2,0 3,0 4,0

5,0

6,0

t/s

]

L]

1,0 2,0 3,0 4,0

Registrador de sucesos

Tiempo | Tipo Nombre de la senal |Pendiente
6,000 s | Salida ARRANQ. L2 0>1
6,079 s | Entrada | DISP. L2_52J8 0>1
6,229 s | Entrada | ENVIO DDT 0>1
6,233 s | Entrada | DISP A 87B 0>1
6,233 s | Salida ARRANQ. L2 1>0
6,249 s | Entrada | DISP. L2_52J8 1>0
6,327 s |Entrada | ENVIO DDT 1>0
6,328 s | Entrada | DISP A 87B 1>0

Estado de la prueba:
Prueba correcta

10.3 Operacion 50BF _Fase L3:

Ajustes de la prueba

Estado ‘ 'Pickup ‘ ' Pickup ‘ Pickup '

Prefalla ‘ IL3+S/Arr | Post ‘ IL3+C/Arr | IL3+C/Arr | Post-
janque  Falla1 | anque | janque | Falla3
|50BF_L3 | ' 50BF_L3 150BF_L3 |

L1 OOOOA‘ 0,000 A OOOOA‘ OOOOA‘ 0,000 A" 0,000 A
000°‘ 000°‘ 000°‘ 000°‘ 000°‘ 0,00 °
50,000 Hz 50,000 Hz , 50,000 Hz | 50,000 Hz , 50,000 Hz | 50,000 Hz
L2 OOOOA\ OOOOA\ OOOOA\ OOOOA\ OOOOA\ 0,000 A
-120,00 °| -120,00 °| -120,00°; -120,00°| -120,00°| -120,00 °
50,000 Hz | 50,000 Hz | 50 000 Hz | | 50 000 Hz | | 50 000 Hz | 50,000 Hz

L3

800,0mA' 1300A' O0000A' 1300A' 12300A 0,000 A
12000°‘ 12000°‘ 12000°‘ 12000°‘ 12000°‘ 120,00 °

50,000 Hz 1 50,000 Hz 1 50,000 Hz 1 50,000 Hz 1 50,000 Hz 1 50,000 Hz

Moédulo de prueba

Nombre: OMICRON State Sequencer Version:
Comienzo: 04-abr.-2019 12:23:29 Fin:

Nombre de usuario: Administrador:
Compafia:
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Resultados de la prueba

Evaluacion de estado

‘ Plckup ‘ Plckup ‘ Plckup
Prefalla \ IL3+S/Arr | Post \ IL3+CIArr IL3+CIArr Post-

janque  Falla1 |anque |anque  Falla3

; 50BF_L3 ; ; 50BF_L3 ' 50BF_L3 ;
Eval. + | + | + | + l + | +
Tolerancia 0,000s: 0,000s: 0,000s: 300,0 ms 1 300,0 ms 1 200,0 ms
[DISP.L1_5208 | ¢ o . 0 i 0 i 0 i 0o | o0 |
(DISP.L2. 5208 | o . o0 | 0 | 0 1 0o | 0 |
(DISP.L3 5208 | o . o | o I 1 1 o | o |
[ENVIODDT | o . o0 | 0 | 0o 1 1 1 0o |
DISP A 87B o . 0 , ©o0 1 0o 1 1 1 o0
Eval.: +.. Correcto x..Incorrecto o .. No evaluado

CMC356 | A/A

1,5 4

1,0
0,5
oo I
-0,5

-1,0
-1,5

-2,0

Prefalla

Il

L1

Pickup IL3+S/Arranque 50BF_L3

HH“ WU ‘ ‘ ”H“ (II‘II‘ ’“Hw ‘ H HN\}N

L2

"’HW"'HHIHH”

IL3

Post Figkaid IL3+C/Arranque 50BF _L3
Pickup IL3+C/Rosinfake58BF_L3

AL W

t/s

ARRANQ_L1

ARRANQ. L2

ARRANQ. L3

ARRANQ. L1L2L3

DISP. L1_52J8

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0 6,0

t/s

DISP. L2_52J8

[]

DISP.L3_52J8
ENVIO DDT

DISP A 87B

LIT]

1,0

2,0

3,0
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Registrador de sucesos

Tiempo Tipo Nombre de la seial | Pendiente
6,000 s | Salida ARRANQ. L3 0>1
6,079 s | Entrada DISP.L3_52J8 0>1
6,229 s | Entrada ENVIO DDT 0>1
6,234 s | Entrada DISP A 87B 0>1
6,234 s | Salida ARRANQ. L3 1>0
6,247 s | Entrada DISP.L3_52J8 1>0
6,327 s | Entrada ENVIO DDT 1>0
6,328 s | Entrada DISP A 87B 1>0

Estado de la prueba:
Prueba correcta

10.4 Operacion 50BF Fase L123:

Ajustes de la prueba

Estado 'Pickup 'Pickup ' Pickup |
|IL123+S/ | |IL2+CJArr | IL123+C/ |
Prefalla | Arranque | IE:ISI; 4 ianque | Arranque | :::Isl:z
' 50BF_L1 | ' 50BF_L1 1 50BF_L1
123 : 123 123 }
L1 8000mA' 1,300A' 0000A' 1300A' 1,300A' 0,000A

0,00°! 000° 000°  000°  000°  000°
50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz

”””””””””” e B
| | | |

L2 800,0mA' 1,300A' 0,000A' 1,300A' 1,300A' 0,000A
-120,00°| -120,00 °| -120,00°, -120,00°| -120,00°| -120,00 °
50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz

”””””””””” e e N B
| | | |

L3 800,0mA' 1,300A' 0,000A' 1,300A' 1,300A' 0,000A
120,00 °, 120,00°| 120,00°| 120,00°, 120,00°, 120,00°
50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz | 50,000 Hz , 50,000 Hz

Moédulo de prueba

Nombre: OMICRON State Sequencer Version: 4.00

Comienzo: 04-abr.-2019 11:43:46 Fin: 04-abr.-2019 11:43:56
Nombre de usuario: Administrador:

Compafia:

Resultados de la prueba

Evaluacion de estado

T e, T
| + | | + r + |
Prefalla }Arraiqﬁle \ ::Islsta 1 \ anql?el \ Arraiqﬁle \ E:Islsta-z

1 50BF_L1 | 1 50BF_L1 1 50BF_L1

123 1 123 123 1
Eval. + | + | + | + | + | +
Tolerancia 0,000s: 0,000s: 0,000s: 300,0ms: 300,0ms: 200,0ms
DISP. L1_52J8 o . 0 1 0 | 1 .0 1 o0
|DISP.L2_52J8 | | o . o . o . 1 1 o 1 o |
|DISP.L3_52J8 | | o . o . o . 1 1 o 1 o |
'ENVIODDT | o . o . o . o | 1 1T o |
'DISPAS7TB | o . o . o . o | 1 1T o ]

Eval.: +..Correcto x..Incorrecto o .. No evaluado
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CMC356 | A/A

1,5

1,0
0,5
0,0

Prefalla Pickup Ro2 FeléAtranque 50BF_L123
Pickup IL123+S/Arranque 50BF_PitX8p IL2+C/Arrangastdobia 2 123

-0,5
-1,0
-1,5

-2,0

1T — L2 IL3

ARRANQ_L1
ARRANQ. L2

ARRANQ. L3

ARRANQ. L1L2L3

t/s

DISP. L1_52J8

DISP. L2_52J8
DISP.L3_52J8

ENVIO DDT

DISP A 87B

LILT

Registrador de sucesos

Tiempo | Tipo Nombre de la seiial | Pendiente
8,000 s | Salida ARRANQ. L1L2L3 0>1
8,085 s | Entrada DISP.L3_52J8 0>1
8,085 s | Entrada DISP. L1_52J8 0>1
8,085 s | Entrada DISP. L2_52J8 0>1
8,235 s | Entrada ENVIO DDT 0>1
8,239 s | Entrada DISP A 87B 0>1
8,239 s | Salida ARRANQ. L1L2L3 1>0
8,250 s | Entrada DISP. L1_52J8 1>0
8,251 s | Entrada DISP. L2_52J8 1>0
8,251 s | Entrada DISP.L3_52J8 1>0
8,333 s | Entrada ENVIO DDT 1>0
8,334 s | Entrada DISP A 87B 1>0

Estado de la prueba:
Prueba correcta

10.4 Operacion 50BF _Fase L123 BOB2:
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Ajustes de la prueba

Estado 'Pickup 'Pickup ' Pickup |
1 IL123+S/ | | IL2+C/Arr | IL123+C/ |
I  Post I I , Post-
Prefalla | Arranque | Fallaq anque Arranque | Falla 2
1 50BF_L1 1 150BF_L1 1 50BF_L1 !
123 \ 123 123 \
I 800,0mA' 1,300A' 0000A' 1300A' 1,300A' 0,000 A

0,00°! 000° 000°  000° 000°  000°
50,000 Hz , 50,000 Hz | 50,000 Hz , 50,000 Hz | 50,000 Hz , 50,000 Hz

”””””””””” e R
| | | |

L2 800,0mA' 1,300A' 0,000A' 1,300A' 1,300A! 0,000A
-120,00 °; -120,00 °| -120,00°, -120,00°| -120,00°, -120,00 °
50,000 Hz |, 50,000 Hz | 50,000 Hz , 50,000 Hz | 50,000 Hz , 50,000 Hz

”””””””””” e N B
| | | |

L3 800,0mA' 1,300A' 0,000A' 1,300A' 1,300A! 0,000A
120,00°, 120,00°| 120,00°| 120,00°, 120,00°, 120,00°
50,000 Hz , 50,000 Hz | 50,000 Hz , 50,000 Hz | 50,000 Hz , 50,000 Hz

Médulo de prueba

Nombre: OMICRON State Sequencer Version: 4.00

Comienzo: 04-abr.-2019 15:40:13 Fin: 04-abr.-2019 15:40:27
Nombre de usuario: Administrador:

Compafia:

Resultados de la prueba

Evaluacién de estado

i Pickup i i Pickup i Pickup i
IL123+S) 1o IL2+C/Arr (IL123+C) 1o
Prefalla | Arranque , Falla 1 anque | Arranque , Falla 2

1 50BF_L1 | 1 50BF_L1 1 50BF L1 !

123 1 123 123 1
Eval. + | + | + | + | + | +
Tolerancia 0,000s: 0,000s: 0,000s: 300,0ms: 300,0ms: 200,0 ms
DISP. L1_52J8 o . 0 . 0 | 1 .0 1 0
|DISP.L2_52J8 | | o I+ o , o 1 1 | o 1 o |
|DISP.L3_52J8 | | o . o . o . 1 T o 1 o |
'[ENVIODDT | o . o , o0 1 o | 1 1 o |
'DISPAS7TB | o . o0 . o . o | 1 1T o ]
|DISP. L1 5248 | | o . o , o 1 o | 1 1 o |
BOBZ | | | | |
|DISP.L3 52J8 | | I R R T R R
BOB2 l l l l l

Eval.: + .. Correcto x..Incorrecto o .. No evaluado
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Pickup IL123+C/Arranque 50BF _L123
Pickup IL2+C/Arranque 50BPdstZalla 2

CMC356 | A/A

I
157 i

1,0 H
0,5

00— U,

104 105 106 10,7 10,8 10,9 11

‘ | | | |
05 - { T 113 114 115 116

-1,0 H

——05 —— —

1,5 - AR
A LRt

1T — L2 L3

il
il

-2,0 -

ARRANQ_L1
ARRANQ. L2

ARRANQ. L3

ARRANQ. L1L2L3

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
10,3 104 105 106 10,7 108 109 110 111 11,2 113 114 115 116

DISP. L1_52J8 L i
DISP. L2_52J8 L I
DISP.L3_52J8 L i
ENVIO DDT 1
DISP A 87B 1
DISP. L1_52J8 BOB2 I
DISP. L2_52J8 BOB2 I
DISP. L3_52J8 BOB2 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ : : ;E : : ! !

10,3 104 105 106 10,7 10,8 109 110 111 11,2 113 114 115 116
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Registrador de sucesos

Tiempo Tipo Nombre de la seial | Pendiente
11,00 s | Salida ARRANQ. L1L2L3 0>1
11,08 s | Entrada DISP.L3_52J8 0>1
11,08 s | Entrada DISP. L1_52J8 0>1
11,08 s | Entrada DISP. L2_52J8 0>1
11,08 s | Entrada DISP. L3_52J8 BOB2 | 0>1
11,08 s | Entrada DISP. L2_52J8 BOB2 | 0>1
11,08 s | Entrada DISP. L1_52J8 BOB2 | 0>1
11,23 s | Entrada ENVIO DDT 0>1
11,24 s | Entrada DISP A 87B 0>1
11,24 s | Salida ARRANQ. L1L2L3 1>0
11,25 s | Entrada DISP. L2_52J8 1>0
11,25 s | Entrada DISP. L1_52J8 1>0
11,25 s | Entrada DISP.L3_52J8 1>0
11,25 s | Entrada DISP. L1_52J8 BOB2 | 1>0
11,25 s | Entrada DISP. L3_52J8 BOB2 | 1>0
11,25 s | Entrada DISP. L2_52J8 BOB2 | 1>0
11,33 s | Entrada ENVIO DDT 1>0
11,33 s | Entrada DISP A 87B 1>0

Estado de la prueba:
Prueba correcta

10.5 Operacion 50BF_ L1_ Caso 1:

Ajustes de la prueba

Estado i Pickup i i Pickup i Pickup i
Prefalla | IL1+S/Arr | Post \ LT;:ZAW \ Ial.n‘l(;-l::elArr | Post-
i gsg:eu i Falla 1 i 50BF_L1 i 50BF_L1 i Falla 2
| = | \(1) | (2) I
1L 800,0 mA ; 1,000 A ; 0,000 A ; 1,000 A ; 1,000 A ; 0,000 A
0,00 °, 0,00 °, 0,00 °, 0,00 °, 0,00 °, 0,00 °
50,000 Hz , 50,000 Hz | 50,000 Hz , 50,000 Hz | 50,000 Hz , 50,000 Hz
”””””””””” e e e e I
L2 0,000A' 0,000A' 0,000A' 0,000A' 0,000A' 0,000A
-120,00 °| -120,00 °| -120,00°, -120,00°| -120,00°| -120,00 °
50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz
”””””””””” e e e e I
L3 0,000A' 0,000A' 0,000A' 0,000A' 0,000A' 0,000A
120,00 °; 120,00°| 120,00°| 120,00°, 120,00°, 120,00°
50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz

Médulo de prueba

Nombre: OMICRON State Sequencer Version: 4.00

Comienzo: 04-abr.-2019 15:45:01 Fin: 04-abr.-2019 15:45:16
Nombre de usuario: Administrador:

Compahia:

Resultados de la prueba

Evaluacion de estado

| Pickup | | Pickup | Pickup |
IL1+S/Arr |Post | ILTCIAM ILTCIAMT oy
Prefalla  Jnque  'Falla1 13N9ue —anque oo
| 5og|= L |50BF_L1 150BF_L1 |
| - | I (1) I (2) |
Eval. + o+ o+ + +
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Tolerancia 0,000s: 0,000s: 0,000s: 300,0ms: 500,0 ms: 200,0 ms
DISP. L2_52J8 0 .0 1 0 | 0 o . 0
[DISP.L3 5208 | o . o 1 o . o 1 o 1 o |
[ENVIODDT | o . o . o | o . 1 T o |
DIsPAs7TB 0 | o . o . o . o 1 1 1 o |
Eval.: + .. Correcto x..Incorrecto o .. No evaluado

Prefalla PiclRgstlFat@/Arranque 50BF_L1 (2)

Pickup IL1+S/ArranqueP56BIp L1 +C/Arranque F0&f-HaA1412
| | | | |

CMC356 | A/A
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
0,00

(i H ‘ | A \

(I (A A AAAC A ‘ At ‘ IR e ‘
LA A T
C 0 1

I
I HH Iif
0TI i

‘ t/s
lhed \

N

| A
-0,25 i

-0,50

-0,75 AR

-1,00
-1,25
-1,50

L1 L2 IL3

ARRANQ_L1
ARRANQ. L2
ARRANQ. L3
ARRANQ. L1L2L3

10 1" 12

t/s

DISP. L1_52J8
DISP. L2_52J8
DISP.L3_52J8
ENVIO DDT
DISP A 87B

10 11 12

t/s

Registrador de sucesos

Tiempo

Tipo

Nombre de la seinal

Pendiente

11,00 s
12,50 s

Salida
Salida

ARRANQ_L1
ARRANQ_L1

0>1
1>0

Estado de la prueba:
Prueba incorrecta

Hardware
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Equipo en prueba

Tipo No de serie

CMC356 MC355V

Comprobacion del hardware

Realizado en

Resultado

Detalles

04-04-2019 13:54:53

Correcta

11.1.1 Pickup Fase L1 End Fault:

Ajustes de la prueba

General

N° de estados de
rampa:

Pasos totales por
prueba:

Tiempo total por
prueba:

1
101

30,300 s

N° de ejecuciones de 1

prueba:

Modo de entrada:
Tipo de falta:

Directo

Magnitudes en rampa

I L1/ Magnitud

Estados de rampa

Rampa Rampa 1
L1 800.0 mA
0,00 °
50,000 Hz
L2 0,000 A
-120,00 °
50,000 Hz
IL3 0,000 A
120,00 °
50,000 Hz
Forzar fases abs. No
Sen. 1 Desde 800,0 mA
Sei. 1 Hasta 1,300 A
Sen. 1 Delta 5,000 mA
Seii. 1 d/dt 16,67 mA/s
52J8_Open 1
52J8_Close 0
dt por paso 300,0 ms
Pasos de rampa 101
Tiempo de rampa 30,300s
Trigger Bin
Légica del trigger OR
Disp.L1_52J8 X
Disp.L2_52J8 X
Disp.L3_52J8 X
ENVIO DDT/ Etapa 0 |1
Disp_ 87B (E2) X
Paso atras No
Tiempo de retardo 1,000 s

“1 /7 VI



Rampa 1

Sefi. 1/A

1,15
1,10
1,05 -
1,00 —
0,95 +
0,90 —
0,85 —

L1

52J8 Open

52J8 Close

25 5,0 75 10,0

12,5

15,0

17,5

20,0

22,5

t/s

Disp.L1_52J8

Disp.L2_52J8

Disp.L3_52J8

ENVIO DDT/ Etapa 0

Disp_ 87B (E2)

2,5 5,0 7,5 10,0

Datos del cursor

Tiempo Senal Valor

Cursor 1 0,000 s | <ninguno> n/a
Cursor 2 25,36 s | <ninguno> n/a
C2-C1 25,36 s n/a

Estado de la prueba:
Prueba correcta

11.1.2 Pickup Fase L2 End Fault:

Ajustes de la prueba

General
N° de estados de 1
rampa:
Pasos totales por 101
prueba:
Tiempo total por 30,300 s
prueba:
N° de ejecuciones de 1
prueba:
Modo de entrada: Directo
Tipo de falta:
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Magnitudes en rampa
I L2 / Magnitud

Estados de rampa

Rampa Rampa 1
I 0,000 A
0,00 °
50,000 Hz
L2 800,0 mA
-120,00 °
50,000 Hz
1L3 0,000 A
120,00 °
50,000 Hz
Forzar fases abs. No
Seni. 1 Desde 800,0 mA
Sen. 1 Hasta 1,300 A
Seii. 1 Delta 5,000 mA
Sen. 1 d/dt 16,67 mA/s
52J8_Open 1
52J8_Close 0
dt por paso 300,0 ms
Pasos de rampa 101
Tiempo de rampa 30,300s
Trigger Bin
Légica del trigger OR
Disp.L1_52J8 X
Disp.L2_52J8 X
Disp.L3_52J8 X
ENVIO DDT/ Etapa 0 |1
Disp_ 87B (E2) 1
Paso atras No
Tiempo de retardo 1,000 s

Rampa 1

Sefi. 1/A

1,15
1,10
1,05
1,00
0,95 +
0,90 —
0,85 —

0,80

52J8 Open
52J8 Close

2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5
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Disp.L1_52J8
Disp.L2_52J8
Disp.L3_52J8
ENVIO DDT/ Etapa 0
Disp_ 87B (E2)

Rampa 1

2,5 5,0 7,5 10,0
Datos del cursor
Tiempo Senal Valor
Cursor 1 0,000 s | <ninguno> n/a
Cursor 2 25,07 s | <ninguno> n/a
Cc2-C1 25,07 s n/a
Estado de la prueba:

Prueba correcta

11.1.3 Pickup Fase L3 End Fault:

Ajustes de la prueba

General

N° de estados de 1

rampa:

Pasos totales por

prueba:
Tiempo total
prueba:

101

por 30,300 s

N° de ejecuciones de 1

prueba:

Modo de entrada:

Tipo de falta:

Magnitudes en rampa
I L3 / Magnitud

Estados de rampa

Directo

Rampa Rampa 1
It 0,000 A
0,00°
50,000 Hz
L2 0,000 A
-120,00 °
50,000 Hz
L3 800.0 mA
120,00 °
50,000 Hz
Forzar fases abs. No
Sen. 1 Desde 800,0 mA
Sen. 1 Hasta 1,300 A
Sen. 1 Delta 5,000 mA
Sen. 1 d/dt 16,67 mA/s
52J8_Open 1
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\
12,5

\
15,0

\
17,5

\
20,0

\
22,5

t/s




52J8_Close

dt por paso
Pasos de rampa
Tiempo de rampa

300,0 ms
101
30,300s

Trigger

Bin

Légica del trigger
Disp.L1_52J8
Disp.L2_52J8
Disp.L3_52J8
ENVIO DDT/ Etapa 0
Disp_ 87B (E2)

AND

X = X X X

Paso atras
Tiempo de retardo

1,000 s

Sefi. 1/A

1,156 4

1,10
1,05
1,00

0,95 —
0,90 —
0,85 —

52J8 Open
52J8 Close

Disp.L1_52J8
Disp.L2_52J8
Disp.L3_52J8

ENVIO DDT/ Etapa 0

Disp_ 87B (E2)

Datos del cursor

Rampa 1

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

15,0

17,5

20,0

22,5

t/s

2,5

5,0

75

10,0

Tiempo

Senal

Valor

Cursor 1 0,000 s | <ninguno>
Cursor 2 25,36 s | <ninguno>

C2-C1 25,36s

n/a
n/a
n/a

Estado de la prueba:
Prueba correcta

11.1.4 Pickup Fase L123 End Fault:
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Ajustes de la prueba

General

N° de estados de
rampa:

Pasos totales por
prueba:

Tiempo total por
prueba:

1
101

30,300 s

N° de ejecuciones de 1

prueba:

Modo de entrada:
Tipo de falta:

Directo

Magnitudes en rampa
I L1; L2; L3 / Magnitud

Estados de rampa

Rampa Rampa 1
I 800,0 mA
0,00 °
50,000 Hz
L2 800,0 mA
-120,00 °
50,000 Hz
L3 800.0 mA
120,00 °
50,000 Hz
Forzar fases abs. No
Seni. 1 Desde 800,0 mA
Sen. 1 Hasta 1,300 A
Seii. 1 Delta 5,000 mA
Sen. 1 d/dt 16,67 mA/s
52J8_Open 1
52J8_Close 0
dt por paso 300,0 ms
Pasos de rampa 101
Tiempo de rampa 30,300s
Trigger Bin
Légica del trigger AND
Disp.L1_52J8 X
Disp.L2_52J8 X
Disp.L3_52J8 X
ENVIO DDT/ Etapa 0 |1
Disp_ 87B (E2) X
Paso atras No
Tiempo de retardo 1,000 s
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Rampa 1

Sefi. 1/A

1,15
1,10
1,05 -
1,00 —
0,95 +
0,90 —
0,85 —

| | | | | | | | | |
\
IL1;L2; L3

52J8 Open
52J8 Close

25 5,0 75 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 ts

Disp.L1_52J8
Disp.L2_52J8
Disp.L3_52J8
ENVIO DDT/ Etapa 0 1
Disp_ 87B (E2)

2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 t/s

Datos del cursor

Tiempo Senal Valor

Cursor 1 0,000 s | <ninguno> n/a
Cursor 2 25,37 s | <ninguno> n/a
C2-C1 25,37 s n/a

Estado de la prueba:

Prueba correcta
ffffffffffffffffffffff Group end:11.1 Verificacion Pickup- - - - -~ - - -~~~ -~~~ -~ -~ - - - - - - -~ -~~~ -~ -~
fffffffffffffffffffff Group:11.2 Operacion End Fault

11.2.1 Operacion End Fault_L1:

Ajustes de la prueba

Estado ; Falla |
Prefalla | L1+52J8 | l':°ﬁt
' Open i Falla
| |
L1 800,0mA' 1,300A' 0,000 A

0,00°] 000°,  000°
50,000 Hz , 50,000 Hz | 50,000 Hz

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, —————— === =
|

IL2 0,000A' 0,000A' 0,000 A
-120,00 °| -120,00 °| -120,00 °
50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz
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L3 0,000 A ‘ 0,000 A ‘ 0,000 A
120,00 °| 120,00°| 120,00 °
50,000 Hz 50,000 Hz 50,000 Hz

Médulo de prueba

Nombre: OMICRON State Sequencer Version: 4.00

Comienzo: 04-abr.-2019 14:24:22 Fin: 04-abr.-2019 14:24:26
Nombre de usuario: Administrador:

Compafia:

Resultados de la prueba

Evaluacion de estado

‘Falla \Post
Prefalla : ;’L:SnZJB 'Falla
Eval. + l + : +
Tolerancia 0,000s\ 1000ms\ 200,0 ms
Disp.L1_52J8 0 | 0 | 0
Disp.L2 5208 | o . o | o |
Displ3s28 | o . 0 . 0 |
ENVIO DDT/ o 1 o0 | o0
Et 0 ! !
’555?575(5*25 ”””””” o T T o
[Entrbin6é | o 1 1 1 o0 |
Eval.: + .. Correcto x..Incorrecto o .. No evaluado
Prefalla Post Falla
Falla L1+52J8 Open
||
CMC356 | AIA
15 fl
1,0flll A IIlllﬂllllllnlllﬂllﬁlllll IIIIIIM TN lllllllllllllﬂlll (]
J”‘HH‘ ‘\H \”\MHM \U‘H"H‘HHHHHH\H\\H\U‘H‘”” HHWH‘HHU\”H ”‘H\‘W\HUHW”"H‘M‘H\‘”HHMH\“\”‘\” U‘H“H‘\”\”H”
05 H ‘ g ’ ’J)ﬁ 225 250 275
y \H\HHH HHHHH\ M I MHMHM\HM T mwwmw l ’
-1,0* I IIIIHIIIIII Il llllllllillll T Ill ‘
Iy il
- L1 L2 IL3
52J8_Open |
52J8 Close \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 ts
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Disp.L1_52J8
Disp.L2_52J8
Disp.L3_52J8
ENVIO DDT/ Etapa 0
Disp_ 87B (E2)

Entr.bi

Prefalla

Post Falla
Falla L1+52J8 Open

n6

\ \ \
0,25 0,50 0,75

Registrador de sucesos

\ \ \
1,00 1,25 1,50

Tiempo Tipo Nombre de la seial | Pendiente
2,000 s | Salida 52J8 Open 0>1
2,078 s | Entrada ENVIO DDT/ Etapa 0 | 0>1
2,100 s | Salida 52J8 Open 1>0
2,111 s | Entrada ENVIO DDT/ Etapa 0 | 1>0

Estado de la prueba:
Prueba correcta

11.2.2 Operacion End Fault_L2:

Ajustes de la prueba

'Falla

Estado 1
Prefalla | L2+52J8 | LOSt
0 , Falla
1 Open |
I 0,000 A ; 0,000 A ; 0,000 A
0,00°, 0,00 °, 0,00°
50,000 Hz , 50,000 Hz | 50,000 Hz
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ildshelaiibiihoiilad
L2 800,0mA' 1,300A' 0,000 A
-120,00 °| -120,00°; -120,00 °
50,000 Hz , 50,000 Hz | 50,000 Hz
’I’L’3 ””””””””” T - T T T I
|

0,000A' 0,000A! 0,000A
120,00 °; 120,00°, 120,00 °

50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz

Médulo de prueba

Nombre: OMICRON State Sequencer
Comienzo: 04-abr.-2019 14:25:03
Nombre de usuario:

Compafia:

Resultados de la prueba

Evaluacién de estado

Version:
Fin:
Administrador:

} Falla } Post
Prefalla | L2+52J8 |
| , Falla
, Open \
Eval. + | + |
Tolerancia 0,000s1 100,0 ms: 200,0 ms
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1,75 2,00 2,25 2,50

4.00
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2,75
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| Disp.L1.5298 | o .+ 0 .+ 0 |
Displ2 5208 | o . 0o 1 0o |
[ Disp.L3 5208 | o . o . o |
ENVIO DDT/ o |+ 0 1 o0
Etapa 0 ‘ ‘
Disp_s7B(E2) | 1 o 1o
Entr.bin 6 o | 1 1 0
Eval.: +..Correcto x..Incorrecto o .. No evaluado
Prefalla Post Falla
Falla L2+52J8 Open
||
CMC356 | AIA
1,5
1,0 —
0,5 +
0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
05 - 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 ts
-1,0 —
-1,5 —
-2,0 —
L1 L2 L3
52J8 Open L
52J8 Close
I I I I I I I I I I I
0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 ts
Disp.L1_52J8
Disp.L2_52J8
Disp.L3_52J8
ENVIO DDT/ Etapa 0 1l
Disp_ 87B (E2)
Entr.bin 6
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 ts
Registrador de sucesos
Tiempo | Tipo Nombre de la senal |Pendiente
2,000 s | Salida 52J8 Open 0>1
2,076 s | Entrada ENVIO DDT/ Etapa 0 | 0>1
2,100 s | Salida 52J8 Open 1>0
2,111 s | Entrada ENVIO DDT/ Etapa 0 | 1>0

Estado de la prueba:
Prueba correcta

11.2.3 Operacion End Fault_L3:

56 / 61




Ajustes de la prueba

Estado ; Falla ;
Prefalla | L3+52J8 | l':°ﬁ‘
' Open  Fafla
| |
L1 0,000A' 0,000A' 0,000A
0,00°! 0,00°  000°
50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Shdhelatibaihelal
L2 0,000A' 0,000A' 0,000 A
-120,00 °| -120,00 °| -120,00 °
50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L T T T
L3 800,0mA' 1,300A' 0,000 A

120,00 °, 120,00°, 120,00 °
50,000 Hz , 50,000 Hz | 50,000 Hz

Médulo de prueba

Nombre:
Comienzo:

OMICRON State Sequencer

04-abr.-2019 14:25:24

Nombre de usuario:

Compafia:

Resultados de la prueba

Evaluacion de estado

Version: 4.00
Fin: 04-abr.-2019 14:25:29
Administrador:

Falla

1
Prefalla | L3+52J8 ll'::ﬁ;
| Open \
Eval. + | + | +
Tolerancia 0,000s: 100,0 ms: 200,0 ms
DispL15208 | o + o0 i 0 |
Disp.L2 528 | o . o i o |
DispL3 5208 | o i o o o |
ENVIO DDT/ o I 0 | o0
| Etapa0 | L Co
Disp_87B(E2) | o 1 11 o |
Entr.bin 6 o | 1 1 o0
Eval.. +..Correcto x..Incorrecto o .. No evaluado
Prefalla Post Falla
Falla L3+52J8 Open
|
CMC356 | A/A —
1,5
1,0
0,5
0,0 - w | |
0,5 225 2,50
-1,0
-1,5
2,0 -
IL1 IL2 IL3
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Prefalla

Post Falla
Falla L3+52J8 Open

52J8 Open |
52J8 Close
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 ts
Disp.L1_52J8
Disp.L2_52J8
Disp.L3_52J8
ENVIO DDT/ Etapa 0 Il
Disp_ 87B (E2)
Entr.bin 6
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 ts
Registrador de sucesos
Tiempo Tipo Nombre de la seial | Pendiente
2,000 s | Salida 52J8 Open 0>1
2,077 s | Entrada ENVIO DDT/ Etapa 0 | 0>1
2,100 s | Salida 52J8 Open 1>0

2,112 s | Entrada ENVIO DDT/ Etapa 0 | 1>0

Estado de la prueba:
Prueba correcta

11.2.4 Operacion End Fault_L123:

Ajustes de la prueba

Estado ; Falla ; e
Prefalla |L123+52J | F°|s|
'8 Open | ala
| |
L1 800,0mA' 1,300A' 0,000 A

0,00°! 0,00°  000°
50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, B
|

IL2 800,0mA' 1,300A' 0,000 A
-120,00 °| -120,00 °| -120,00 °
50,000 Hz , 50,000 Hz |, 50,000 Hz

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, B
|

L3 800,0mA' 1,300A! 0,000 A
120,00°, 120,00°, 120,00 °
50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz

Médulo de prueba

Nombre: OMICRON State Sequencer
Comienzo: 04-abr.-2019 15:10:38
Nombre de usuario:

Compaiiia:

Resultados de la prueba

Evaluacion de estado

Version:
Fin:

Administrador:
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‘Falla |
Prefalla | L123+52J | POt
'80 , Falla
| pen |
Eval. + o+ o+
Tolerancia 0,000s1 100,0 ms: 200,0 ms
DispL15208 [ o . o . o |
DispL2 5208 | o o . 0o |
Disp.L3 5208 | o . 0 . 0 |
ENVIO DDT/ o | 0 | o0
(Etapa0 | b ]
Disp_s7B(E2) | o 1 1 o
Entr.bin 6 o | 1 1 0
Eval.: +..Correcto x..Incorrecto o .. No evaluado
Prefalla Post Falla
Falla L123+52J8 Open
|
CMC356 | AIA
15 i
L L T
‘ ‘\ \ \‘ ‘\ il | | | |
0,0 !
[ M o5 250 2
-0,5 i J J ] I 3 ) ) t/s
-1,0 ROV ERR RO E AR TRV AR
-1,5 i
-2,0
L1 L2 L3
52J8_Open L
528 Close T T T T T T T T T T T
0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 ts
Disp.L1_52J8
Disp.L2_52J8
Disp.L3_52J8
ENVIO DDT/ Etapa 0 al
Disp_ 87B (E2)
Entr.bin 6 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 ts
Registrador de sucesos
Tiempo | Tipo Nombre de la seiial | Pendiente
2,000 s | Salida 52J8 Open 0>1
2,079 s | Entrada ENVIO DDT/ Etapa 0 | 0>1
2,100 s | Salida 52J8 Open 1>0
2,112 s | Entrada ENVIO DDT/ Etapa 0 | 1>0
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Estado de la prueba:
Prueba correcta

11.2.5 NO Operacion End Fault_L123:

Ajustes de la prueba

Estado ; Falla ;
Prefalla | L123+52J | :’:ﬁ;
18 Closed |
I 800,0mA' 1,300A' 0,000 A
0,00°! 0,00°  000°
50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Shdsheslatintihiilad
L2 800,0mA' 1,300A' 0,000 A
-120,00°| -120,00 °| -120,00 °
50,000 Hz , 50,000 Hz | 50,000 Hz
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, idsheslaiibiihiilad
L3 800,0mA' 1,300A' 0,000 A
120,00 °} 120,00°, 120,00 °
50,000 Hz , 50,000 Hz , 50,000 Hz

Moédulo de prueba

Nombre:
Comienzo:

Nombre de usuario:

Compaiiia:

OMICRON State Sequencer Version:
04-abr.-2019 15:12:04 Fin:

Resultados de la prueba

Evaluacion de estado

' Fall !
Prefalla | L123+52J E°|s|t
18 Closed | afla
Eval. + | + | +
Tolerancia 0,000s1 100,0 ms| 200,0 ms
Disp.L1_52J8 0 L0 0
| Disp.L2_52J8 | | o . o0 . o |
[DispL3528 | o0 | 0 | 0 |
ENVIO DDT/ o I 0 | o0
Etapa 0 ‘ ‘
|Disp_87B(E2) | I
|Entrbiné | o | 1 . 0 |

Eval.: + .. Correcto

X .. Incorrecto o .. No evaluado
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Prefalla

CMC356 | A/A
1,5

: u\ml i
- ” !

-1,0
1T — L2

-1,5
-2,0

52J8_Open

T
il

il
o

IL3

Post Falla
Falla L123+52J8 Closed

uwwu
l

t/s

52J8 Close

\ \ \ \
0,25 0,50 0,75 1,00

Disp.L1_52J8

\ \
1,25 1,50

\ — \
1,75 2,00 2,25

\
2,50

2,75

Disp.L2_52J8
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Registrador de sucesos

Tiempo | Tipo Nombre de la seiial | Pendiente
2,000 s | Salida 52J8 Close 0>1
2,100 s | Salida 52J8 Close 1>0

Estado de la prueba:
Prueba correcta
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